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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Практика участвует в формировании следующих компетенций/подкомпетенций: 

 

Компетенции 
Подкомпетенции, 

формируемая на практике 

Индикаторы достижения 

подкомпетенций 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2. ППНИР Способен 

управлять проектной 

деятельностью в ходе 

выполнения научно-

исследовательских работ 

Имеет опыт управления 

проектной деятельностью при 

выполнении научно-

исследовательских работ 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3. ППНИР Способен 

организовывать работу 

коллектива в ходе научно-

исследовательской работы 

Имеет опыт организации и 

руководства работой коллектива 

в ходе научно-исследовательской 

деятельности 

 

Компетенция ПК-1 «Способен формулировать цели и задачи научных исследований в 

соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а 

также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных 

задач»  

сформулирована на основе профессионального стандарта - 40.104 «Специалист по 

измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур» 

Обобщенная трудовая функция - D 7 Руководство подразделениями по измерениям 

параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур. 

Трудовая функция - D/01.7 Организация и контроль процессов измерений параметров и 

модификации свойств наноматериалов и наноструктур  

Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательская.  

 

Подкомпетенция, 

формируемая на 

практике 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Индикаторы достижения 

подкомпетенции 

ПК-1. ППНИР 

Способен 

формулировать цели 

и задачи научных 

исследований и 

обоснованно 

выбирать 

Разработка рабочих планов 

и программ проведения 

научных исследований и 

технических разработок, 

подготовка отдельных 

заданий для исполнителей 

 

Имеет опыт формулирования 

целей и задач научных 

исследований и обоснованного 

выбора теоретических и 

экспериментальных методов и 

средств решения 

сформулированных задач 
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теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства 

решения 

сформулированных 

задач в ходе 

выполнения научно-

исследовательской 

работы 

 

Компетенция ПК-3 «Способен осваивать принципы планирования и методы 

автоматизации эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как 

средства повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками 

измерений в реальном времени»  

сформулирована на основе профессионального стандарта - 40.104 «Специалист по 

измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур» 

Обобщенная трудовая функция - D 7 Руководство подразделениями по измерениям 

параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур. 

Трудовая функция - D/02.7 Разработка планов и графиков работ в подразделениях по 

измерениям параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур. 

Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательская.  

 

Подкомпетенция, 

формируемая на 

практике 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Индикаторы достижения 

подкомпетенции 

ПК-3. ППНИР 

Способен осваивать 

принципы 

планирования 

эксперимента на 

основе 

информационно-

измерительных 

комплексах, 

овладевать навыками 

измерений в 

реальном времени 

Разработка рабочих планов 

и программ проведения 

научных исследований и 

технических разработок, 

подготовка отдельных 

заданий для исполнителей 

 

Имеет опыт планирования 

эксперимента и выполнения 

измерений в реальном времени 

на информационно-

измерительных комплексах 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 2 «Практика» образовательной программы. 

Входные требования к практике - у обучающегося до начала прохождения 

практики должны быть сформированы компетенции в соответствии с программой 

бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», а 
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также пройдена учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Производственная практика - научно-исследовательская работа проводится в 

третьем и четвёртом семестрах.  

 Прохождение практики связано с достижением целей образовательной программы, 

связанных с развитием кадрового, научно-технического и инновационного потенциала в 

области электроники для высокотехнологичных отраслей экономики. 

 

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

Объём практики – 21 ЗЕТ (756 ак. часов), в том числе 9 ЗЕТ (324 ак. часов) в 

третьем семестре и 12 ЗЕТ (432 ак. часов) во втором семестре. 

Для прохождения практики  в расписании занятий выделяется 3-5 учебных дней 

каждую учебную неделю (с учётом самостоятельной работы студента по практике в 

течение недели).  

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Целью практики является формирование всех компетенций, указанных в п.1, 

независимо от места прохождения практики. Содержание практики соответствует 

направлению и профилю подготовки. 

В процессе практики при проведении научно-исследовательской работы в области 

исследования и диагностики электронно-микроскопическими и ионно-лучевыми 

методами полупроводниковых материалов и созданных на их основе микро- и 

наноструктур формируется способность порождать новые идеи, необходимые для 

получения всеобъемлющей и детальной информации об изучаемых объектах. Поскольку 

при проведении подобных работ используется сложное оборудование, во многих случаях 

несколько различных его единиц, то в процессе практики у магистрантов возникает 

необходимость осваивать принципы планирования и методы автоматизации 

эксперимента, формируются навыки измерений в реальном времени, требуемые для 

выполнения работ в установленные сроки. Для эффективного выполнения таких работ 

требуется использование на практике умения и навыков в организации исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

Пример типового задания по практике  

Содержание пунктов типового задания 

Код формируемой 

компетенции 

(подкомпетенции) 

1. Научиться планировать работы по измерению и анализу 

геометрических размеров микроструктур методами 

просвечивающей электронной микроскопии с использованием 

поперечных сечений, приготовленных методом фокусированного 

ионного пучка, которые будут выполняться коллективом 

исполнителей 

УК-2. ППНИР 

2. Приобрести опыт проведения мероприятий по организации и 

контролю работ по измерению и анализу геометрических размеров 

УК-3. ППНИР 
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Содержание пунктов типового задания 

Код формируемой 

компетенции 

(подкомпетенции) 

микроструктур методами просвечивающей электронной 

микроскопии с использованием поперечных сечений, 

приготовленных методом фокусированного ионного пучка, которые 

будут выполняться коллективом исполнителей 

3. Научиться формулировать цели и задачи и обосновать выбор 

теоретических и экспериментальных методов и средств решения 

сформулированных задач при выполнении работ по измерению и 

анализу геометрических размеров слоев интегральной микросхемы 

методами просвечивающей электронной микроскопии с 

использованием поперечных сечений, приготовленных методом 

фокусированного ионного пучка 

ПК-1. ППНИР 

4. Приобрести опыт разработки плана и временного графика 

выполнения работ по измерению и анализу геометрических 

размеров слоев интегральной микросхемы методами 

просвечивающей электронной микроскопии с использованием 

поперечных сечений, приготовленных методом фокусированного 

ионного пучка, которые будут выполняться коллективом 

исполнителей 

ПК-3. ППНИР 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТА 

Комплект документов: индивидуальное задание на практику, рабочий график 

(план) прохождения практики, отчет студента о результатах практики с рекомендуемой 

оценкой руководителя, отзыв руководителя от профильной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. ФОС по подкомпетенции  УК-2.ППНИР  Способен управлять проектной 

деятельностью в ходе выполнения научно-исследовательских работ 

2. ФОС по подкомпетенции УК-3. ППНИР  Способен организовывать работу коллектива 

в ходе научно-исследовательской работы 

3. ФОС по подкомпетенции  ПК-1. ППНИР Способен формулировать цели и задачи 

научных исследований и обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные 

методы и средства решения сформулированных задач в ходе выполнения научно-

исследовательской работы 

4. ФОС по подкомпетенции  ПК-3. ППНИР Способен осваивать принципы планирования 

эксперимента на основе информационно-измерительных комплексах, овладевать 

навыками измерений в реальном времени 

Фонды оценочных средств представлены  отдельными документами и размещены в 

составе УМК практики электронной информационной образовательной среды ОРИОКС// 

URL: http://orioks.miet.ru/.  

.  

 

http://orioks.miet.ru/
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